AzuRel/3

Descricao: Azulejo do século XVIII (1750-1780); Origem: Lisboa.

Amostras: Fragmentos e uma sec¢ao semi-polida em deposito
no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.
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LYAVNWEN Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS
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 Espessura do Azulejo =12 mm

R -~ T -
[ 0% S ARSI - T \ \ -
v _.‘2 i - : e ; 3

; : e >
ok~ - SR x N --..--“‘ ’
e L i a6 L e e ' » o 2 s

Azulejo com falhas de vidrado a Chacota bege clara compacta com
partr ~ das  arestas e grandes poros alongados e circulares;
empolamento do vidrado. vazios alongados e inclusdes.

coRee voltar ao indice




AYVXNWEN Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20:0kV.-10.8mm-x170:.BSECOMP 4QPa o 300um 20.0kV:10:8mm'x160 BSECOMP-40Pa 300um

20.0kV 10.9mm x200 BSECOMP 40Pa

 Observa-se craquelé.

 Espessura do Vidrado = 446-457 um

20.0kV:10.8mm x1.10k BSECOMP.40Pa

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

coRee voltar ao indice




VVXNWEN Caracterizacio Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE

Curva de Absorcéo de Agua (Chacota)
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Porosidade aberta

(vol %) 315
Coeficiente de capilaridade 15
(kg/m?/h'2) ’
Teor maximo de agua

(%) 16,9

Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Combinagao Combinagao
_K_Sn K_Ca_Pb

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.
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AzuRe173 EDS Vidrado.xls

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe173/AzuRe173_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

INTERFACE
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AzuRe173 EDS Interface xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice
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Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA
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Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe173/AzuRe173_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Sn Pb

391 037 524 369 -- - 630 165 - 035 6,39 3884
braco
111 219 917 33,08 - - 152 4388 083 476 - 345
chacota imnterface)
0,86 2,31 857 28,06 049 083 140 49,79 299 403 - 0,67

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, ndo
considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice
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